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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum
Aufzeichnen und/oder Wiedergeben von Information
auf einem Aufzeichnungstrager mittels eines Strah-
lenblindels aus elektromagnetischer Strahlung, das
eine Leistung aufweist, wobei das Strahlenbindel
Uber den Aufzeichnungstrager reflektiert, wobei die-
se Einrichtung mit Regelmitteln zum Regeln der Leis-
tung in Abhangigkeit von einer Reflexion versehen
ist, die fur ein Verhaltnis der Leistung des Strahlen-
bindels vor und nach der Reflexion bezeichnend ist.
[0002] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Aufzeichnen und/oder Wiedergeben von Information
auf einem Aufzeichnungstrager.

[0003] Eine derartige Einrichtung zum Aufzeichnen
von Information ist aus US 5.184.343 bekannt. Die
bekannte Einrichtung ist mit einem Laser versehen
zum Beschreiben eines optischen Aufzeichnungstra-
gers mit Informationsmustern mittels eines Laser-
strahlenbliindels und mit Regelmitteln zum Steuern
der Laserleistung. Die Einrichtung ist auch mit einer
Sensorschaltung zum Messen der an dem Aufzeich-
nungstrager reflektierten Leistung versehen. Wenn
eine Verunreinigung auf der Oberflache des Auf-
zeichnungstragers, wie z. B. ein Staubteilchen, die
reflektierte Leistung wahrend des Schreibens unter
einen mittleren Wert reduziert, erhéhen die Regelmit-
tel die Leistung um einen Betrag, der der gemesse-
nen Reduktion proportional ist.

[0004] Der Erfindung liegt als Aufgabe zugrunde,
eine Einrichtung zu verschaffen, in der die Informati-
onsmuster eine moéglichst gleichmafRige Qualitat auf-
weisen.

[0005] Zur Lésung dieser Aufgabe ist die erfin-
dungsgemale Einrichtung dadurch gekennzeichnet,
dass die Regelmittel ausgebildet sind, um die Leis-
tung um einen Betrag zu regeln, der wesentlich klei-
ner als umgekehrt proportional zur Reflexion ist. Dies
hat den Vorteil, dass die Leistung des Strahlenbin-
dels in einem auf der Informationsschicht gebildeten
Fleck im Fall von Oberflachenverunreinigungen in
geringerem Ausmald varlert, sodass die Informati-
onsmuster eine gleichmafigere Qualitat aufweisen.
[0006] Die Erfindung beruht auch auf der Erkennt-
nis, dass die gemessene Reflexion proportional zum
Leistungsverlust des Strahlenblndels ist, das Uber
die Ubertragungsstrekke von der Strahlungsquelle
zur Aufzeichnungsschicht sowohl einfallt als auch re-
flektiert wird. In diesem Fall wird eine Verunreinigung
auf der Oberflache des Aufzeichnungstragers somit
zweimal durchlaufen. Wenn die Durchlassigkeit T in
einer Ubertragungsstrecke zwischen dem Strahlen-
bindel und der Aufzeichnungsschicht abnimmt, bei-
spielsweise auf T-AT infolge eines Staubteilchens,
wird die von der Informationsschicht absorbierte
Leistung ebenfalls um AT nehmen. Die reflektierte
Leistung wird jedoch gemessen, nachdem das Strah-
lenbiindel die Ubertragungsstrecke wiederum durch-
laufen hat und somit ist die Abnahme AR gréRer als
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AT, wobei im Prinzip gilt: R— AR = (T - AT) * (T - AT).
[0007] Ziel der Regelung sollte sein, die von der In-
formationsschicht absorbierte Leistung konstant zu
halten, weil die Informationsmuster dann eine kon-
stante Qualitat haben. Wenn entsprechend dem be-
kannten Regelverfahren die Laserleistung proportio-
nal zur Reflexion erhéht wird, ist die reflektierte Leis-
tung konstant, aber die Leistung in dem Fleck auf der
Informationsschicht ist nicht konstant, welche
Schicht, wenn sie verunreinigt ist, dadurch eine Leis-
tung absorbiert, die hoher ist als die Nennleistung.
Gemal der Erfindung sollte die Leistung daher weni-
ger als proportional an die gemessene Reflexion an-
gepasst werden, vorzugsweise proportional zu VR,
wobei P * VR konstant ist.

[0008] Eine Ausfiihrungsfonn der erfindungsgema-
Ren Einrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Regelmittel ausgebildet sind, um P * R* konstant
zu halten, wobei P die Leistung darstellt, R die Refle-
xion darstellt und x eine Zahl zwischen 0,2 und 0,9
ist. Dies hat den Vorteil, dass bei abnehmender Re-
flexion R die Leistung P weniger als proportional zu-
nehmen wird, wahrend die Leistung in einfacher Wei-
se Uber den konstanten Wert eingestellt werden
kann. Bei einer Ausfiihrungsform ist die Regelung
umgekehrt proportional zur Wurzel der Reflexion,
was x = 0,5 entspricht. Dies hat den Vorteil, dass die
Leistung, die in der Informationsschicht absorbiert
wird, im Fall gleichmaRiger Verunreinigungen kon-
stant bleibt. Eine weitere Ausfiuihrungsform der Ein-
richtung ist dadurch gekennzeichnet, dass x einen
Wert zwischen 0,5 und 0,8 hat. Dies hat den Vorteil,
dass eine starke absorbierende Verunreinigung, die
zentral in dem Strahlenbuindel liegt, besser kompen-
siert wird, weil sowohl das einfallende als auch das
reflektierte Strahlenbiindel zumindest teilweise durch
das gleiche Gebiet laufen, sodass die Leistung des
reflektierten Strahlenbiindels und damit die gemes-
sene Reflexion nicht weiter abnehmen. Aufterdem ist
dies ein Vorteil fur das Kompensieren der Abnahme
der Effektivitat eines Flecks, wie er von dem Strah-
lenbundel auf einer Informationsschicht des Auf-
zeichnungstragers gebildet wird, sodass die Abnah-
me der Leistung gréRer als umgekehrt proportional
zur Wurzel der Reflexion ist.

[0009] Eine weitere Ausfiihrungsform der Einrich-
tung, in der die Information in einer Spur auf dem Auf-
zeichnungstrager aufgezeichnet ist, ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Regelmittel ausgebildet sind,
die Reflexion auf Basis der reflektierten Leistung ei-
nes Hilfsstrahlenblindels zu messen, das in einem
zuvor bestimmten Abstand von der Spurmitte einen
Fleck bildet. Dies hat den Vorteil, dass die reflektierte
Leistung minimal durch die Abwesenheit oder Anwe-
senheit von Informationsmustern in der Spur beein-
flusst wird, oder durch die Qualitat dieser Informati-
onsmuster.

[0010] Ausflihrungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden im Weiteren
naher beschrieben.



DE 698 16 924 T2 2004.06.17

[0011] Es zeigen:

[0012] Fig. 1 einen Aufzeichnungstrager vom wie-
der beschreibbaren Typ, Fig. 2 eine Spur und von
dem Strahlenbiindel gebildete Flecke,

[0013] Fig.3 eine Einrichtung zum Aufzeichnen
und/oder Wiedergeben von Information und

[0014] Fig. 4 eine Steuerschaltung fiir einen Laser.
[0015] In der Zeichnung haben Elemente, die be-
reits beschriebenen Elementen entsprechen, gleiche
Bezugszeichen.

[0016] Fig. 1 zeigt einen plattenférmigen Aufzeich-
nungstrager mit einer Spur 9, die zum Aufzeichnen
bestimmt ist, und einer zentralen Offnung 10. Die
Spur ist entsprechend einem spiralférmigen Muster
aus Windungen 3 angeordnet. Die Spur 9 auf dem
Aufzeichnungstrager wird durch eine Spurstruktur
gekennzeichnet, die wahrend der Herstellung des
leeren Aufzeichnungstragers angebracht wird. Die
Spurstruktur wird beispielsweise von einer Vorrille 4
gebildet, die es ermdglicht, dass der Schreibkopf
wahrend des Abtastens der Spur folgt. Fig. 1b ist ein
Querschnitt entlang der Linie b-b des Aufzeichnungs-
tragers 1, in dem ein transparentes Substrat 5 mit ei-
ner Aufzeichnungsschicht 6 und einer Schutzschicht
7 versehen ist. Die Vorrille 4 kann als Einschnitt oder
Erh6hung ausgefiihrt sein oder als eine Materialei-
genschaft, die von ihrer Umgebung abweicht. Die
Spurstruktur kann auch aus erhéhten Windungen be-
stehen, die mit tiefen Windungen abwechseln, als
Steg- und Rillenmuster bezeichnet, wobei pro Win-
dung ein Ubergang vom Steg zur Rille oder umge-
kehrt erfolgt. Fig. 1c zeigt ein Beispiel fir eine perio-
dische Modulation (Wobbelung) der Vorrille. Diese
Wobbelung erzeugt ein zusatzliches Signal in einem
Spurfolgeservoaufnehmer. Die Wobbelung ist bei-
spielsweise frequenzmoduliert, und in der Modulation
ist Positionsinformation, wie eine Adresse oder ein
Zeitcode, codiert. Eine Spurstruktur kann auch aus
regelmaRig verteilten Teilmustern bestehen, die peri-
odisch Sparfolgesignale erzeugen. Ein anderes Bei-
spiel fir eine Spurstruktur sind Headersymbole, die
von optisch lesbaren Marken gebildet werden, die
eine Adresse angeben und den Beginn der Flache
zum Aufzeichnen eines Informationsblockes ange-
ben. Die Erfindung ist in entsprechender Weise auf
andere Spurmuster anwendbar, in denen die Win-
dungen konzentrisch statt spiralférmig sind oder auf
Aufzeichnungstrager unterschiedlicher Form wie op-
tische Bander. Die Aufzeichnungsschicht 6 kann op-
tisch oder magnetooptisch (MO) beschreibbar mit Hil-
fe einer Einrichtung zum Einschreiben von Informati-
on sein, wie z. B. die bekannte CD-Recordable. Beim
Schreiben wird die Aufzeichnungsschicht lokal von
einem Strahlenbliindel aus elektromagnetischer
Strahlung, wie z. B. Laserlicht, erwarmt. Die Auf-
zeichnungsschicht in einem wieder beschreibbaren
Aufzeichnungstrager wird beispielsweise von einem
phasenandernden Material gebildet, das einen amor-
phen oder kristallisierten Zustand annimmt, wenn es
in richtigem Ausmal erwarmt wird. Eine solche wie-
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der beschreibbare Platte ist in dem System der neu-
artigen hochdichten optischen Platte, der Digital Ver-
satile Disc (DVD), vorgesehen und wird als
DVD-RAM bezeichnet.

[0017] Fig. 2 zeigt schematisch drei parallele Teile
21, 22, 23 einer zum Aufzeichnen von Informationen
Spur, so wie sie auf dem Aufzeichnungstrager ange-
ordnet sind. Der erste Teil wird mit Information be-
schrieben, die durch optisch lesbare Informations-
muster reprasentiert wird, in Form einer Folge von
abwechselnd strahlungsreflektierenden Gebieten,
wie beispielsweise eine Folge von Pits von unter-
schiedlicher Lange in einer CD oder die Polarisation
drehende Gebiete bei MO. Der zweite Teil ist noch
nicht mit Informationsmustern beschrieben, und hier
wird ein zentraler Fleck 26 in der Spurmitte von ei-
nem Strahlenblindel aus wahrend des Abtastens der
Spur beim Lesen und Schreiben gelieferter Strahlung
gebildet. Um den zentralen Fleck 26 in der Spurmitte
zu halten, wird die Position des Strahlenbiindels tber
ein Servosystem gesteuert. Solche Spurfolgeservo-
systeme sind aus der CD bekannt. Eine mdgliche
Ausfiihrung eines Servosystems verwendet zusatzli-
che Seitenflecke 25, 26, die von einem oder mehren
Hilfsblndeln in einem gewissen Abstand neben der
zu folgenden Spur gebildet werden, beispielsweise in
einem Viertel oder der Halfte des Spurmittenabstan-
des. Die Hilfsmittel kbnnen das zentrale Strahlenbln-
del in dem optischen System 33 in Ublicher Weise ab-
spalten.

[0018] Fig. 3 zeigt eine Einrichtung zum Aufzeich-
nen und/oder Wiedergeben von Information auf ei-
nem Aufzeichnungstrager 1. Die Einrichtung ist mit
einer Strahlungsquelle 31 versehen, beispielsweise
einem Laser, zum Erzeugen eines Strahlenblindels
32 aus elektromagnetischer Strahlung und mit Regel-
mitteln zum Regeln der Leistung der Strahlungsquel-
le 31, wobei die Regelmittel eine Detektoreinheit 35
und eine Steuerschaltung 30 umfassen. Die Strah-
lungsquelle hat einen Steuereingang zum Regeln der
Leistung Uber ein Steuersignal 36. Das Strahlenbin-
del 32 wird Uber ein optisches System 33 und Uber
das transparente Substrat 5 auf die Informations-
schicht 6 projiziert und bildet auf dieser Schicht einen
Fleck 34 zum Auslesen oder Einschreiben von Infor-
mationsmustern. Nach der Reflexion wird das Strah-
lenblindel 32 der Detektoreinheit 35 Uber das opti-
sche System 33 zugeflihrt. In der Detektoreinheit
wird das reflektierte Strahlenbiindel 32 in Ublicher
Weise beispielsweise mittels einer Photodiode in ein
Reflexionssignal 39 umgewandelt, beispielsweise ei-
nen elektrischen Strom, der proportional zur Leistung
des Strahlenbiindels nach der Reflexion ist. AulRer-
dem werden Signale zum Auslesen der Information
und fir den Spurfolgeservo, wie in CDs (nicht abge-
bildet) Ubliche Praxis ist, in der Detektoreinheit 35 er-
zeugt. Das Reflexionssignal 39 ist mit der Steuer-
schaltung 30 gekoppelt, die die Leistung der Strah-
lungsquelle 31 Uber das Steuersignal 36 gemal} der
Erfindung in der im Weiteren beschriebenen Weise
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regelt. Die Steuerschaltung 30 hat einen Modulati-
onseingang 37, um die aufzuzeichnende Information
zu liefern und einen Setzeingang 38 zum Einstellen
der mittleren Leistung der Strahlungsquelle.

[0019] GemalR der Erfindung ist die Steuerschal-
tung 30 ausgebildet, um die Laserleistung tber das
Steuersignal 36 um einen Betrag zu regeln, der weni-
ger als proportional zum Reflexionssignal 39 ist, wie
im Weiteren beschrieben werden soll. Die Steuer-
schaltung kann in einer Analogschaltung implemen-
tiert sein, beispielsweise in einem IC gemal dem
Schaltbild, wie es im Weiteren anhand von Fig. 4 be-
schrieben werden soll. Die Steuerschaltung kann
auch Uber eine digitale Recheneinheit ausgefuhrt
sein, in der das Reflexionssignal 39 erst A/D-umge-
setzt wird und schlieBlich das Steuersignal 36
D/A-umgesetzt wird.

[0020] Es ist wichtig, die Informationsmuster so ge-
nau wie mdoglich auf der Aufzeichnungsschicht 6
beim Schreiben aufzubringen, sodass beim Lesen
eine minimale Anzahl Fehler auftritt. Wenn die Ober-
flache 11 des der Informationsschicht 6 zugewandten
Substrats 5 beispielsweise durch Staub oder Finger-
abdruicke verunreinigt ist, geht ein Teil der Leistung
des Strahlenblindels der Strahlung verloren. Der Ver-
lust kann anhand der Abnahme des Reflexionssig-
nals gemessen werden. Es ist bekannt, die Leistung
der Strahlungsquelle proportional zu diesem Verlust
zu erhdhen. Die Erfinder haben herausgefunden,
dass die Informationsmuster dann keine konstante
Qualitat aufweisen. Diese Qualitat hangt unter ande-
rem von der Uber den Fleck 34 der Informations-
schicht 6 zugeflihrten Leistung ab. Diese Leistungs-
zufuhr sollte, durch Regeln der Leistung der Strah-
lungsquelle wahrend des Schreibens, dann auch so
konstant wie moglich sein. Bei dem bekannten Re-
gelverfahren wird die Reflexion gemessen, nachdem
das Strahlenbulndel durch die Verunreinigung hin und
zurick gelaufen ist. Es gilt, wie vorstehend beschrie-
ben, dass bei der Durchlassigkeit T in einer Ubertra-
gungsstrecke des Strahlenbiindels zur Aufzeich-
nungsschicht und einer Reflexion R, die Leistung P
um einen Betrag angepasst werden muss, der weni-
ger als proportional zur gemessenen Abnahme ist, im
Prinzip proportional zu VR, wobei P * VR konstant ist.
Die der Informationsschicht zugeflihrte Leistung
bleibt dann konstant. In der genannten Rechenein-
heit in der Steuerschaltung 30 kann P * VR in einfa-
cher Weise gleich einem konstanten Einstellwert ge-
macht werden, wie er beispielsweise Uber den Setz-
eingang 38 angeboten wird. In einer weiteren Ausfih-
rungsform wird P * R* konstant gehalten, wobei x zwi-
schen 0,2 und 0,9 liegt. Bei der bekannten proportio-
nalen Regelung (x = 1) wird der Informationsschicht
im Fall von Verunreinigungen zu viel Leistung zuge-
fuhrt, sodass die Informationsmuster eine geringere
Qualitat aufweisen, wobei auch zusatzlicher Ver-
schlei} in der Informationsschicht auftreten kann.
Beispielsweise ist fur phasenanderndes Material be-
kannt, dass eine mehr als 10% zu grof3e Leistung zu
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einer Abnahme der direkten Uberschreibkapazitat
(DOW: Direct Overwrite Capacity) flhrt. Viele Verun-
reinigungen fihren zu einer Abnahme der Reflexion
in der GréRenordnung von 20 bis 50%. Bei x = 1 ist
die Leistung auf der Informationsschicht dann um 10
bis 23% zu hoch. Die Praxis hat gezeigt, dass bei x
kleiner als 0 und den genannten Verunreinigungen
die DOW wegen der besseren Qualitat der Informati-
onsmuster wesentlich verbessert wird. Im Gegensatz
dazu wird die Regelung bei einem Wert von x kleiner
als 0,5 in geringerem Malie kompensieren, was bei-
spielsweise fur den Fall von Schwankungen der Ab-
sorption der Informationsschicht wichtig ist. Bei x =0
(keine Regelung) ist die Leistung bei Verunreinigun-
gen schon schnell zu niedrig. Es hat sich gezeigt,
dass die Qualitat der Informationsmuster fur die ubli-
chen beschreibbaren Materialien wie z. B. phasenan-
dernde Materialien im Fall eines Fehlers der Leis-
tungszufuhr von einigen Prozent an abnimmt. Die
Praxis hat erwiesen, dass fur eine wesentliche positi-
ve Auswirkung auf die Qualitat der Informationsmus-
ter x zumindest 0,2 sein sollte. Es ist weiterhin zu be-
merken, dass Staubteilchen im zentralen Teil des
Schnittpunkts des Strahlenbiindels mit der Oberfla-
che 11, die einen Teil des einfallenden Strahlenbin-
dels bedecken, den gleichen Teil des reflektierten
Strahlenbundels bedecken werden. Beim Abtasten
kann ein solches Staubteilchen voriibergehend eine
Abnahme Uber einen bedeckten Teil bewirken, wel-
che Abnahme proportional zu dem bedeckten Pro-
zentsatz ist. Eine Korrektur wiirde dann proportional
zu diesem Zeitpunkt sein, aber vor und nach diesem
Zeitpunkt sollte sie wieder proportional zur Wurzel
von R sein. Bei einer Implementierung der Steuer-
schaltung wird ein mittlerer Wert fir x genommen, der
groBer ist als 0,5. In diesem Zusammenhang sei be-
merkt, dass kleine Gebiete am Ort eines Staubteil-
chens, die nicht beschrieben oder ungeniigend be-
schrieben werden, zu einer kurzen Unterbrechung in
den Informationsmustern fiihren, die im Allgemeinen
durch die Ublichen Fehlerkorrektursysteme wieder
hergestellt werden kénnen. Ein relativ groRer Finger-
abdruck sollte zufriedenstellend kompensiert wer-
den, weil Fehler tber ein groRes Gebiet gestreut wer-
den und daher schwieriger zu korrigieren sind. Im All-
gemeinen kann die Regelung durch die Formel P * R*
= konstant ausgedruckt werden. Eine Regelung der
Leistung, die umgekehrt proportional zur Wurzel der
Reflexion ist, d. h. x = 0,5, ist fur Fingerabdrticke op-
timal, wahrend bei Berlcksichtigung von Staubteil-
chen die Regelung einen Wert zwischen x = 0,5 und
x = 0,8 erfordern wird, je nach dem verwendeten Feh-
lerkorrektursystem und der verwendeten optischen
Konfiguration. In der Praxis wird fur die Auswirkung
von Fingerabdriicken der Wert x = 0,5 oder etwas ho-
her die besten Ergebnisse ergeben. Bei einem Wert
von x, der geringfligig hoher als 0,5 ist, wird eine Ver-
schlechterung der Effektivitat des Flecks, die im Fall
von durch Verunreinigungen verursachten Stérungen
auftreten kann, kompensiert. Auch beim Auslesen
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kann es wichtig sein, im Fall von Oberflachenverun-
reinigungen die Leistung in dem zentralen Fleck nicht
zu erhdhen oder sie nur in begrenztem Ausmalf zu
erhoéhen, indem sie weniger als proportional geregelt
wird. Dies hat den Vorteil, dass die Laserleistung nur
in einem begrenzten Bereich eingestellt werden
muss, sodass die Abweichungen in dem Strahlen-
blindel infolge von Warmeeffekten und Verschleil
des Lasers begrenzt werden.

[0021] Bei einer weiteren Ausflihrungsform der Ein-
richtung wird das Reflexionssignal 39 aus den Sei-
tenflecken 25, 27 abgeleitet (Siehe Fig. 2). Hierzu ist
die Detektoreinheit 35 mit gesonderten Detektoren
fur die Seitenflecke ausgerustet. Die Erfinder haben
herausgefunden, dass das Signal der Seitenflecken
durch das Vorhandensein und/oder das Nichtvorhan-
densein der Informationsmuster in geringerem Mal3e
beeinflusst wird als der zentrale Fleck 26. Die Seiten-
flecken sind hauptséachlich nahe der Spur auf einem
Teil der Informationsschicht mit ziemlich konstanter
Reflexion der Informationsschicht selbst gelegen.
Folglich ist das Signal der Seitenflecke eine genaue-
re Angabe der Reflexion R. AuRerdem ist das Signal
der Seitenflecke weniger vom Typ des Aufzeich-
nungstragers abhangig. Die HF-Schwankung des
Reflexionssignals 39 wird ausgefiltert, bevor das Sig-
nal in der Regelung weiter verarbeitet wird. Bei einer
weiteren Ausfihrungsform ist die Filterung vom Vor-
handensein oder Nichtvorhandensein von Informati-
onsmustern in der Spur abhangig, wobei der mittlere
Unterschied der Reflexion einer Spur mit und ohne
Informationsmuster berlcksichtigt wird. Bei einer
weiteren Ausfuhrungsform wird das Signal jedes Sei-
tenflecks gesondert gefiltert, wobei berlcksichtigt
wird, dass das Signal des Seitenflecks, der dem Zen-
tralfleck vorausgeht, von den beim Schreiben gebil-
deten Informationsmustern im geringerem Male be-
einflusst wird als das Signal des Zentralflecks oder
des diesem folgenden Seitenflecks. Schliellich sei
bemerkt, dass die Hilfsbindel und das zentrale
Strahlenbiindel beim Schneiden der Oberflache 11
im Wesentlichen vollstdndig zusammenfallen und so-
mit in gleichem Male durch Verunreinigungen beein-
flusst werden.

[0022] Fig. 4 zeigt eine erfindungsgemalie Steuer-
schaltung fir einen Laser. Das Reflexionssignal 39
wird Uber eine Eingangseinheit 41 in ein Signal um-
gewandelt, das fur eine weitere Verarbeitung geeig-
net ist und einen Wert P * R hat, beispielsweise durch
Verstarkung und Addition eines Offsetstroms. Das Si-
gnal P * R wird einem Multiplizierer 42 zugefuhrt, in
dem es mit einem Signal multipliziert wird, das einen
Wert P hat, sodass ein Produkt P * P * R gebildet
wird. Ein Integrierer 43, der die Differenz zwischen ei-
nem negativen und einem positiven Eingang inte-
griert, empfangt das Produkt p * P * R am negativen
Eingang und einen konstanten Einstellwert vom
Setzeingang 38 am positiven Eingang. Wegen der
Ruckkopplungsregelung wird das Produkt P * P * R
konstant gehalten. Der Ausgang des Integrierers 43
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ist ein Signal vom Wert P zum Regeln der Leistung
und dieses Signal wird in einer Laseransteuerungs-
einheit 44 in das Steuersignal 36 umgewandelt. In
diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass die Rege-
lung des Produkts P * P * R auf einen konstanten
Wert natirlich das Ergebnis hat, dass auch Wurzel
aus P * P * R und somit P VR konstant sind. Bei einer
anderen Ausfiihrungsform kann eine andere Bezie-
hung realisiert werden, in dem andere Produkte ge-
bildet werden, wie beispielsweise P *P * P * R R, wo-
bei x dann gleich 2/3 ist. Bei einer weiteren Ausfih-
rungsform ist die Steuerschaltung 30 mit einem Be-
grenzer 45 versehen, der mit dem Leistungssignal P
und mit dem negativen Eingang des Integrierers 43
gekoppelt ist. Der Begrenzer hat einen Eingang 46
zum Einstellen einer maximalen Leistung und/oder
einen Eingang 47 zum Einstellen einer minimalen
Leistung. Wenn er sich den eingestellten Leistungs-
grenzen nahert, wird der Begrenzer 45 ein Aus-
gangssignal erzeugen, das den Integrierer 43 in sol-
cher Weise steuert, dass die Grenzen nicht Uber-
schritten werden. Die untere Grenze Pmin kann dann
beispielsweise aus dem Typ des Aufzeichnungstra-
gers abgeleitet werden und/oder mit Hilfe eines Kali-
brierungsvorgangs durch das Schreiben von Test-
mustern bestimmt werden. In diesem Fall kann die
minimale Schreibleistung um einen Spielraum von
beispielsweise 10% erhoht werden, welcher Wert
dann als untere Grenze Pmin eingestellt wird. Bei ei-
ner Ausfuihrungsform der Steuerschaltung wird der
konstante Wert am Setzeingang 38 einer Regelung
unterworfen, die bewirkt, dass der konstante Wert
langsam abnimmt, bis der Begrenzer 45 ein Durch-
schreiten der unteren Grenze detektiert. Dies tritt bei-
spielsweise bei einem Punkt pro Umdrehung beim
héchsten auftretenden Wert fiir die Reflexion auf. Die
Leistung wird nicht unter die untere Grenze abfallen,
sondern immer kurz oberhalb dieser Grenze bleiben,
sodass die Schreibleistung immer zumindest gleich
der minimal erforderlichen Leistung ist und dieses Mi-
nimum so wenig wie moglich Uberschreitet. Die obere
Grenze Pmax wird sicherlich niedriger als die maxi-
male zulassige Leistung fur den Laser sein, aber sie
wird weiter auch durch die Uberlegung bestimmt,
dass die Reflexionsmessung unter bestimmten Um-
stédnden keine zuverlassige Angabe fur die Reflexion
ist und dass die Leistung in der Informationsschicht
zu grol3 wirde, mit den genannten nachteiligen Kon-
sequenzen fur die DOW. Dies kann beispielsweise
eintreten, wenn infolge von Doppelbrechung (bei-
spielsweise am Aulenrand des Aufzeichnungstra-
gers) die gemessene reflektierte Leistung um einen
Betrag abnimmt, der mehr als proportional zur Durch-
I&ssigkeit ist. In der Praxis ist ein oberer Grenzwert
Pmax, der zwischen 15% und 50% Uber der unteren
Grenze Pmin liegt und vorzugsweise ungefahr 20%
Uber Pmin liegt, sehr geeignet.
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1. Einrichtung zum Aufzeichnen und/oder Wie-
dergeben von Information auf einem Aufzeichnungs-
trager (1) mittels eines Strahlenblndels (32) aus
elektromagnetischer Strahlung, das eine Leistung
aufweist, wobei das Strahlenblndel Uber den Auf-
zeichnungstrager reflektiert, wobei diese Einrichtung
mit Regelmitteln (30, 35) zum Regeln der Leistung in
Abhangigkeit von einer Reflexion versehen ist, die fur
ein Verhaltnis der Leistung des Strahlenblindels vor
und nach der Reflexion bezeichnend ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Regelmittel ausgebildet
sind, um die Leistung um einen Betrag zu regeln, der
wesentlich kleiner als umgekehrt proportional zur Re-
flexion ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Regelmittel ausgebildet sind,
um P * R* konstant zu halten, wobei P die Leistung
darstellt, R die Reflexion darstellt und x eine Zahl zwi-
schen 0,2 und 0,9 ist.

3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass x zumindest nahezu 0,5 ist.

4. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass x einen Wert zwischen 0,5 und
0,8 hat.

5. Einrichtung nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Regelmittel mit Be-
grenzermitteln zum Begrenzen der Leistung auf ei-
nen maximalen und/oder einen minimalen Wert ver-
sehen sind.

6. Einrichtung nach Anspruch 1, 2, 3, 4 oder 5, in
der die Information in einer Spur auf dem Aufzeich-
nungstrager aufgezeichnet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Regelmittel ausgebildet sind, die Refle-
xion auf Basis der reflektierten Leistung eines Hilfs-
strahlenblindels zu messen, das in einem zuvor be-
stimmte Abstand von der Spurmitte einen Fleck bil-
det.

7. Verfahren zum Aufzeichnen und/oder Wieder-
geben von Information auf einem Aufzeichnungstra-
ger (1) mittels eines Strahlenbiindels (32) aus elek-
tromagnetischer Strahlung, das eine Leistung auf-
weist, wobei das Strahlenbiindel Uber den Aufzeich-
nungstrager reflektiert, wobei die Leistung in Abhan-
gigkeit von einer Reflexion geregelt wird, die fiir ein
Verhaltnis der Leistung des Strahlenbiindels vor und
nach der Reflexion bezeichnend ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leistung um einen Betrag geregelt
wird, der wesentlich kleiner als umgekehrt proportio-
nal zur Reflexion ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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